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IV. Opis programu studiow
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Kierunek studiow

Poziom ksztatcenia

Profil studiow

Forma i tryb prowadzenia studiéw

Zakres
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr

Wymagania wstepne

Programowanie obiektowe
Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw pomi-

arowych
Egzamin (TAK/NIE)
Liczba punktow ECTS
Forma . s wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt Inne
prowadzenia zajeé¢
Liczba godzin
w semestrze 18 18




EFEKTY UCZENIA SIE

_ Symbol _ Odniesienie do
Kategoria Efekty ksztalcenia efektéw
efektu ki
ierunkowych
posiada wiedze z zakresu zasad projektowania ekspe-

W01 rymentu i przeprowadzania badan, dokumentowania ENE2_WO01
wynikdw pomiaréw oraz obliczania niepewnosci uzy- ENE2_WO05
skanych wynikow
ma wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody

Wiedza W02 pomiaru i wyznaczania wartosci wielkosci elektrycz- ENE2_W04
nych, zna metody obliczeniowe i narzedzia informa- ENE2_W10
tyczne niezbedne do analizy wynikdw eksperymentu
zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz ENE2 W04

W03 wlasciwosci podstawowych przyrzadéw pomiarowych, ENE2 W10
zna zasady funkcjonowania systemow pomiarowych -
potrafi pozyskiwaé informacje z literatury dokonywac

uo1 ich interpretacji oraz wyciaga¢ wnioski i uzasadnia¢ ENE2_UO01
opinie
potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie ENE2 U03

uo2 liczbowej i graficznej, dokona¢ ich interpretaciji i ENE2 U04

Umiejetnosci wyciggna¢ wiasciwe wnioski -
potrafi postuzy¢ sie wiasciwie dobranymi metodami i
przyrzadami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar ENE2_UO07

uo3 podstawowych wielkosci charakteryzujacych elementy i ENE2_U08
uktady elektryczne i elektroniczne, potrafi zaprojekto- ENE2_U09
wac i zrealizowac prosty system pomiarowy
rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciaggtego doksztatca-
nia sie — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobi-
K01 stych i spotecznych, ma swiadomos¢é waznosci i rozumie ENE2_KO1
pozatechniczne aspekty i skutki dziatalnosci magistra

Kompetencje elektrotechniki

spoteczne potrafi wspotdziata¢ i pracowaé w grupie, przyjmujac w ENE2 KO1

K02 | niej rézne role potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stu- ENE2 K02

zgce realizacji okreslonego przez siebie -

K03 Eioot;?;iymyéleé i dziata¢ w sposob kreatywny i przedsie- ENE2_K02

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

. . Tresci programowe
zajec* prog

1wykiad 1. Cyfrowe przyrzady systemowe(zasada cyfrowego pomiaru czestotliwosci i czasu,
czestosciomierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napie¢ statych i
przemiennych, przetwarzanie rezystancji, pojemnosci i indukcyjnosci w przedziat
czasu, multimetry cyfrowe)

2. System interfejsu a system pomiarowy ( struktura cyfrowego systemu pomiaro-
wego, elementy wykonawcze systemu, konfiguracje cyfrowych systemow, orga-
nizacja transmisji informacji)

3. Interfejs w systemie pomiarowym ( klasyfikacja interfejsow, zasigg interfejsu,
magistrala systemu interfejsu, rodzaje szyn, operacje logiczne na magistrali). In-
terfejsy szeregowe (interfejs RS232C,422A,423A, 485, USB, FireWire )

4. Standard systemu interfejsu IEC-625 (konstrukcja i ogdlne cechy systemu IEC-
625, organizacja systemu, struktura urzadzenia IEC-625 kabel interfejsowy, wy-
magania techniczne magistrali IEC-625)

5. Standard VXI (konstrukcja mechaniczna, magistrale podsystemu VXI, zasady
organizacji i zarzadzania podsystemami VXI, sterowanie). Standard PXI
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6. Komputerowe karty pomiarowe. Komputerowe karty pomiaro-
we.

7. Srodowisko Labview w projektowaniu instrumentéw wirtualnych.

. Tworzenie przyrzadéw wirtualnych z wykorzystaniem Labview

.|Zaliczenie pisemne na oceng

laborato-
rium

1. Tworzenie wirtualnego przyrzadu pomiarowego z wykorzystaniem $rodowiska La-
bview

2. Obstuga makiety modutowej ELVIS I

3. Obstuga programowa makiety ELVIS I

4. Projekt uktadu pomiarowego, dobor urzadzen systemowych, oprogramowanie i
uruchomienie systemu do pomiaru rezystancji

5. Projekt uktadu pomiarowego, dobér urzadzeh systemowych, oprogramowanie i
uruchomienie systemu do badania elementéw elektrycznych o strukturze czwérniko-
wej

6. Projekt uktadu pomiarowego, dobér urzadzen systemowych, oprogramowanie i uru-
chomienie systemu do pomiaru temperatury

7. Projekt uktadu pomiarowego, dobdr urzadzen systemowych, oprogramowanie i uru-
chomienie systemu do pomiaru impedangiji

8. Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem modutéw archiwizacji i przetwarzania
danych pomiarowych

9. Zaliczenie pisemne na ocene

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektéw uczenia sie

Egzamin
ustny

Egzamin

. Kolokwium
pisemny

Projekt Sprawozdanie Inne

W01

X X

W02

W03

Uo1

uo2

XXX | X

uo3

KO1

K02

XXX X[ X]|X[X

K03

XX [ X[ X|X]|X

A

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajec*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wykfad

‘ Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium

laborato-
rium

Ocena ze $redniej wazonej: 50% kolokwia i 50% sprawozdania




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. . i Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
w C L P S
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw 18 18 h
3. | Inne (konsultacje, egzamin)* 4 2 h
4. Razem przy bezposrednim udziale 42 H

nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktérg student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,68 ECTS
nauczyciela akademickiego

6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 33 H
7 Liczba _punktow ECTS, ktora: stuc_jent 1.32 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naklad pracy zwiazany z zajeciami 18 H
* | ocharakterze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student
9. | uzyskujew ramach zajeé o charakterze 1,50 ECTS
praktycznym
10 Sumaryczne godzinowe obciazenie praca 75 h
" | studenta
11 Punkty ECTS za modut 3

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

wszelkie formy weryfikacji efektow, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢

LITERATURA

NGO ARLON =

9.

Tumanski S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
Stabrowski M.: Cyfrowe przyrzady pomiarowe, PWN, Warszawa,2002
Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, 2004
Gook M., Interfejsy sprzetowe komputerow PC, Wydawnictwo Helion, 2005
Mielczarek W., USB. Uniwersalny interfejs szeregowy, Wydawnictwo Helion, 2006
Swisulski D., Komputerowa technika pomiarowa, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Warszawa 2005,
Tumanski S., Technika pomiarowa, WNT, Warszawa 2007,
Nawrocki W., ,Komputerowe systemy pomiarowe”,
WKit, Warszawa 2002,
Jurkowski A., Mackowski M., Michalak S., Pajgkowski J., Wawrzyniak M., Komputerowe systemy po-
miarowe, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan, 2007,

10. Chrusciel M. LabVIEW w praktyce, BTC, Warszawa 2008;
11. Tartacz W., Srodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa

2014,

Uwaga: wykaz literatury winien uwzgledniac aktualne i dostepne publikacje
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